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ผลึกเด่ียวของสารโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตบริสุทธ์ิและท่ีถูกเจือดว้ยไทโอยเูรีย 
ถูกปลูกข้ึนดว้ยวธีิการปลูกผลึกแบบดั้งเดิมและวธีิการปลูกผลึกแบบเอสอาร์ ผลึกท่ีปลูกไดถู้กนาํมา
กาํหนดลกัษณะเฉพาะ โดยโครงสร้างของผลึก, พารามิเตอร์ของแลตทิสและหมู่ฟังกช์นัของผลึก
ไดรั้บการยนืยนัจากการศึกษาการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์และการศึกษาฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรด ค่าพารามิเตอร์ของแลตทิสของผลึกท่ีปลูกไดส้อดคลอ้งกบัค่ามาตรฐานไอซีเอสดี ไม่
สังเกตุพบรูปแบบของสารไทโอยเูรียในรูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ ความสมบูรณ์ของผลึก
ถูกตรวจสอบโดยการศึกษาการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ท่ีมีความละเอียดสูง พบวา่ผลึกโพแทสเซียม
ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตบริสุทธ์ิปราศจากโครงสร้างของขอบเกรนและปรากฏความพร่องแบบ
อินเตอร์สติเชียลในผลึกท่ีถูกเจือดว้ยไทโอยเูรีย อตัตราการเกิด ผลึกท่ีปลูกโดยวธีิเอสอาร์ในทิศ  
001  สูงกวา่ในทิศอ่ืน ค่าพารามิเตอร์ทางแสงคาํนวณไดจ้ากค่าการส่องผา่น จากการวเิคราะห์การ
ส่องผา่นพบวา่  ผลึกท่ีปลูกโดยวธีิเอสอาร์  มีค่าการส่องผา่น ท่ีดีในช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีตา
มองเห็น  และช่วงอินฟราเรด ในทิศ  001  และ 011  แต่มีค่าการส่องผา่น ตํ่าในทิศ 010  ซ่ึง
เป็นสมบติัท่ีจาํเป็นต่อการนาํไปประยกุตใ์ชท้างดา้นทศันศาสตร์ไม่เชิงเส้น พลงังานแถบหา้ม
ทางดา้นทศันศาสตร์ของผลึกเด่ียวท่ีปลูกไดมี้ค่ามากกวา่พลงังานดูดกลืนช่วงแสงมองเห็นได ้ ผล
จากการวดัความแขง็ระดบัจุลภาคแสดงใหเ้ห็นวา่ผลึกท่ีปลูกไดมี้แลตทิสท่ีแขง็แรง และความแขง็
ของ ผลึกท่ีปลูกโดยวธีิเอสอาร์ในทิศ  001  ทั้งผลึกบริสุทธ์ิและผลึกท่ีถูกเจือสูงกวา่ในทิศอ่ืน  
นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา ค่าคงตวัไดอิเล็กตริกและ การสูญเสียทาง ไดอิเล็กตริก ในรูป ของฟังกช์นัของ
ความถ่ี ซ่ึงพบวา่ค่าคงตวัไดอิเล็กตริกของผลึกมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเม่ือความถ่ีเพิ่มข้ึน ส่วนค่าการ
สูญเสียทาง ไดอิเล็กตริก มีการลดลงแบบฟังกช์นัเอกซ์โปแนนเชียลเม่ือความถ่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงค่าการ
สูญเสียทางไดอิเล็กตริกมีค่าตํ่านั้นเป็นตวับ่งบอกวา่ผลึกมีความพร่องตํ่าดว้ย 
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SINGLE CRYSTAL GROWTH/KDP/SR TECHNIQUE  
 
Single crystals of pure and thiourea doped Potassium dihydrogen phosphate 
(KDP) were grown by conventional slow evaporation and Sankaranarayanan–
Ramasamy (SR) techniques. The grown crystals were characterized. Structure, lattice 
parameters and functional groups in the crystals were confirmed by powder X–ray 
diffraction and FTIR studies. The lattice parameters of the grown crystals were 
corresponded with the standard ICSD. No peaks of thiourea were observed in XRD 
patterns. The perfection of the grown crystals was investigated by high–resolution X–
ray diffraction (HRXRD). It was found that the pure KDP crystal is free from 
structural grain boundaries and the interstitial defect presented in thiourea doped 
crystal. The growth rate of SR technique in 001 –direction is higher than another 
direction. The optical parameters of the grown crystals were calculated from the 
transmittance. The optical transmission spectrum reveals that the crystals grown by 
SR technique in 001  and 011 –directions have good optical transmittance in the 
visible and IR regions but low transmittance in 010 –direction. The transmittance is 
a crucial condition which makes them promising materials for NLO applications. The 
optical band gap energy of grown single crystals is greater than the absorption energy 
of visible light. Microhardness measurement reveals that the crystals have a hard 
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lattice and the crystals grown by SR technique in 001 –direction is higher in 
hardness than another direction both of pure and doped crystals. The dielectric 
constant and dielectric loss were studied as a function of frequency.  It was found that 
the dielectric constant slightly decreases with increasing frequency. The values of 
dielectric loss generally decrease exponentially with frequency. Low values of 
dielectric loss indicate that the crystals have very low defects. 
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